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Objetivo

 Compreender o efeito Raman;
e Estudar as componentes do espectrometro;

* Analisar a composicao quimica e orientacao cristalina de o6xidos
metalicos, com foco no ZnO;

* Investigar através dos modos de vibracao Raman a dependéncia da fase
cristalina e espessura do filme fino de ZnO.



Espalhamento Raman
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Aplicacoes da Espectroscopia Raman

Identificacao de materiais Distinguir materiais de mesma composi¢cao quimica
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Instrumentacao

« Laser Sapphire 488nm;

» Filtro laserline;

» Filtros de densidade neutra,
» Filtro dicréico;

» Filtro edge;

* Lente objetiva 50x;

« Polarizadores;

« Grade de difracéo;

« Detector CCD;

« Conjunto de espelhos a 45°;
« Conjunto de iris.




Espectroscopia Raman Polarizada em ZnO

Plano Basal

Modo em-1
5 de vibragdo
@ g E2(Low) 98,47
E2(High) 437,82
;"
T 001 / {
’NT E_Low ‘
= : s
o | | |
Tr avis % ; \_/\
".n..."....,.\ -— . v
(0001) PV S B = | g )
E : \W,\jiim
.“\ e, :‘\ﬂ. ._gt._‘ 100 200 300 400 500 600 700 \
: : Raman shift (cm-1)
A v -':-.\‘ P E zL H 100 200 300 400 500 600 700
LS l Zf. > 3 Raman shift (cm-1)
(1010)
O/n 0 K




Espectroscopia Raman Polarizada em ZnO
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Resultados do filme fino de ZnO
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Conclusao

* O equipamento para a Espectroscopia Raman funciona satisfatoriamente;

e Estudamos um monocristal de ZnO a fim de obter os modos de vibracao
para cada face;

* E possivel descobrir a orientacdo cristalina do monocristal através da
polarizacao da luz incidente;

* E possivel detectar o filme de ZnO através da Espectroscopia Raman,
porém sao necessarias mais analises de dados para melhores conclusoes.
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